Fiche de demande de soutien Com?2I

Nom du projet : Caractérisation électro-optique automatisee de wafersVCSEL s
Responsable LAAS : G. Aimuneau
Groupe(s) concerné(s) : Photonique
Chercheurs impliqués et pourcentage d’implication:
Permanents : G. Almuneau (20%), V. Bardina (5%), T. Camps (5%)
Doctorants et autres: C. Amat (10%), E. Havard (10%)

Objectifsdu projet:

- Station Slss : Mesure des caractérigtique P(1), V(1) et analyse du spectre d’ émission avec contrle en
température

- Automatisation de ces mesures sur barrettes et matrices de VCSELs

Positionnement du projet dans la prospective scientifique du laboratoire :

Mise en place d' un outil de caractérisation complet et rapide pour nos composants VCSEL s
Contexte et partenaires externes (académiques ou indugtriels) éventuels :

Nos partenaires (RMNT OSA et FUNFACS, seront intéressés par cet outil, méme s son
dével oppement ne congtitue pas une partie d un projet

Financement (montant et origine)

Aucun financement ciblé
Planning :
Date de début : 01/07/2004
Daedefin :
Principdeséapes: - démongration de la mesure éectro-optique sur VCSELS

- régulation en température
- programmation (formation) pour mesures cartographiées

Soutien technique demandé :

- inddlation

- miseen place de programmes d' utilisation dédiés a nos mesures
Description succincte destravaux confiés au service

Structure de la demande

Compétence Volume en % de temps plein
Instrumentation 10

Caractérisation 2

Optique 2

Développement applicatif 5




Fiche de demande de soutien Com?2I

Contact préalable avec le service 21 ? Oul NOMN

Effort demandéen % detempsplen
Totd : 19
Répartition sur ladurée du projet :

- mise en place des mesures sur VCSEL s (10%)
- programmetion / formation (10%)



